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半導体製造装置 不良解析ツール

e-fabDoctor™ FDC

e-fabDoctor™ FDC (*1)は、半導体製造装置から取得した装置エンジニアリングデータを使

用してロット処理やウエハ処理などの単位で統計的プロセス管理手法(*2)を適用し、“傾向的

な異常”を検出します。検出結果を活用することにより、装置の故障を予知したりプロセス

異常をリアルタイムに検出することが可能になります。

概要

ドリルダウン解析が可能

• ロット・ウエハ処理終了時、処理期間中のデータに単変量・多変量解析を適用しました。

• 解析結果から故障予知、プロセス異常を検出し、稼働率・歩留まりを改善可能です。

• 層別解析とヒストリカル解析にも対応しました。(新機能)

高速リアルタイムデータベースを採用

• 半導体はもちろん石油化学・鉄鋼市場などで実績のある弊社製高速リアルタイムデータベースです。

複数台の装置を SPC 管理

• 最大 8 台の装置、800 個までの SPC 解析処理を実現しました。
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e-fabDoctor™ FDCは、製造コスト低減とリードタイム短縮を支援します。

■稼働率改善 ■故障予知、異常検出

■機差低減・短期立上 ■装置基本性能の維持・向上

効果
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＊2： SPC (Statistical Process Control)
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機能

安易な運用・保守性
• 面倒な解析条件 (閾値) は過去実績から

自動設定
• 起動時に各種設定を自動取得

優れた異常検出・故障予知
• 平均、標準偏差、面積、差分平均などの

統計量に加え、ホテリング T2 もサポート
• JIS, WECO に加え、拡張解析ルール
• 統計量と解析ルールを自由に組み合わせて、

異常検出・故障予知
• 層別解析・ヒストリカル解析にも対応

操作性に優れた原因解析
• 異常な統計量から要因 (観測値)を異なる

観点で分析
1) トレンド表示
2) 重ね合わせ表示
3) 相関表示

e-fabDoctor™ FDC サーバ

■ハードウェア
CPU : Intel Core i3 2GHz 以上
メモリ : 8GB 以上
HDD : 256GB 以上

■OS
Windows Server 2016

Windows Server 2019

動作環境

e-fabDoctor™ FDC クライアント

■ハードウェア
CPU : Intel Core i3 2GHz 以上
メモリ : 8GB 以上
HDD : 256GB 以上

■OS
Windows 7

Windows 10

解析条件設定画面

異常発生履歴画面

統計量トレンド画面

YOKOGAWAは”Process Co-Innovation”を通じて、
お客様と共に明日をひらく新しい価値を創造します。


